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Електронна структура та її зміна при певних методах обробки, як чистих так і 
змішаних матеріалів повинна істотно залежати від кристалічної структури, тому, що при 
цьому є істотна відмінність в структурно-морфологічних та інших характеристиках. В 
роботах [1, 2, 3] представлені результати дослідження зміни розподілу валентних електронів 
внаслідок ударно-вібраційної обробки (УВО), з яких видно, що внаслідок УВО протягом 5 
хв, відбувається перерозподіл валентних Fesd- та Sisd-електронів в слабозв’язану область 
Op-станів. Тому дослідження впливу УВО на морфологічні особливості та кристало-
структурні параметри є безперечно цікавою задачею, яка може дати відповідь на запитання 
чому відбувається зміна енергетичного розподілу валентних електронів. 
Для визначення зміни структурно-морфологічних особливостей використовували 
метод скануюючої електронної мікроскої (СЕМ) (РЕМ-106И, SELMI, Київ, Україна) та 
просвічуючої електронної мікроскопії (ПЕМ, Philips СМ30, Берлін, Німеччина) та метод 
рентгенофазового анаілзу (РФА, ДРОН-УМ1, Rigaku, Київ, Україна).   
За результатами СЕМ (Рис.1 (1,2)) встановлено, що внаслідок УВО відбувається 
подрібнення частинок α-Fe2O3 від розмірів 60 мкм до 1-7 мкм з утворенням більш щільних та 
менших за розміром агломератів із частинок обох оксидів (Рис. 1 (3,4)). 
 
1 2 
Рис. 1. СЕМ зображення нанокомпозитів 0,2α-Fe2O3+0.8SiO2 до 




З ПЕМ зображень видно, що внаслідок УВО відбувається нашарування більш дрібних 
(7-10 нм) частинок SiO2 на поверхні крупніших (100-250 нм) частинок α-Fe2O3. 
За даними рентгеноструктурного аналізу (Рис. 3) встановлено, що параметри 
кристалічної решітки а і с становлять 0,5034 і 1,3748 відповідно та внаслідок УВО своє 
значення не змінюють. В той же час за 
даними РФА встановлено, що оксид 
кремнію в суміші до і після УВО 
знаходиться в аморфному стані, про це 
свідчить гало в області кутів дифракії 20о. 
Крім того встановлено, що внаслідок УВО 
відбувається зменшення ОКР від 82 нм до 
60 нм, що свідчить про зменшення 
розмірів кристалітів. Це результат добре 
узгоджується з даними СЕМ і ТЕМ і добре 
пояснює результат ультрам’якої 
рентгенівської емісійної спектроскопії,  
а саме зміщення високоенергетичної  
гілки FeLα-смуги в довгохвильову 
сторону, зниження інтенсивності 
низькоенергетичної гілки 
високоенергетичного піку SiLα-смуги та зміщення високоенергетичної гілки OKα-смуги в 
високоенергетичну сторону. Що відповідає розірванням Fe-O-зв’язків при подрібненні та 
утворення нових при нашаруванні наночастинок SiO2. 
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Рис. 3. Рентгенівська дифракційна картина 
вихідної (сіра лінія) суміші 0.8SiO2+0.2 α-



























до (1) та після (2) УВО. 
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